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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,
conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des matériels portatifs d’essai, de mesure et de surveillance
utilisés dans des systémes de distribution basse tension

AVANT-PROPOS

1) La fommission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organi hlisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co A CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes |g ans les
domgpines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn des~Speésifi |b|es au
public (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication( S e a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nation iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non goulvernementale rticipent
égalgment aux travaux. La CEIl collabore étroitement ay, n (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre

2) Les fécisions ou accords officiels de la C mesure
du ppssible, un accord international sur les syj b la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque comi

3) Les Publications de la CEIl se présentent agréées
comme telles par les Comité e la CEI
s'asgure de I'exactitude du/on onsable
de I'eventuelle mauvaise utilisatio

4) Dang le but d'encourager toute la
mestire possmle a appliqhernde fag t ications
natignales et régionales ications
natignales ou réyg

5) La CEI n’a prévu 4 Q arquage valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité pour conformes a une de ses Publications.

6) Toug s sont en possession de la derniére édition de cette publicatipn.

7) Aucyne regponsabilité i e imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
manglataires Is )Ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natign out préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dommage de qietgie~nature\que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jystice découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
touts 8.

8) L'attention est attiréeSur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
réfénencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L'att&m‘emmwmwvwmmmmmam faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61326-2-2 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects

systémes, du comité d’études 65 de la CEl:

industriels.

Mesure et commande dans les processus

La série CElI 61326 annule et remplace la CEl 61326:2002 et constitue une révision
technique.
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1

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-2: Particular requirements — Test configurations, operational
conditions and performance criteria for portable test, measuring and

monitoring equipment used in low-voltage distribution systems
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FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizati
ational electrotechnical committees (IEC National Committees).

end and in addition to other activities, IEC publishes Internationa

nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and ferred to

cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical comn g C-Ng al Committee in|
e subject dealt with may participate in this preparafory work. i governmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also part||pat y thi ion? IEC collaborateg

the International Organization for Standardizatio conditions detern

ement between the two organizations.

bsted IEC National Committees.

een any IEC ati
hiter.
provides no MapkKi

bment declaredhte

te its approval and cannot be rendered responsible
IEC Publication.

dtsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fg
3 publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of

dgrrect application of this publication.

tion jis drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sy
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ht rights IFC shall not be held respaonsible for identifying any or all such patent rights

International Standard IEC 61326-2-2 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The IEC 61326 series cancels and replaces IEC 61326:2002 and constitutes a technical
revision.
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e de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/457/FDIS 65A/465/RVD

1:2005

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CE
mesurs

Partieq:

Partie

Partie

Partie

Partie

Partie

Partie

Partie

61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre general Ma
b, de commande et de laboratoire — Exigences relatives a la CEM,;

dans le texte de la CEIl 61326-1)

P-1: Exigences particuliéres — Configurations d’essé
critéeres de performance pour essai de sengibi/ité

sat, conditions de fonctionn
transducteurs avec conditionr

sc la CEl 61557-9 (nouveau)?

accord yavec le profil 3/2 de la Famille 3 de pro

— Matériel meédical de diagnostic in vitro

incorporé dans la CEl 61326-3-1)1

eriel électripue de

Exigences générales (les Annexes A et B de la CEIl §132€; g \{egrées

lles et

esures

pour les application non protégées de la
CEIl 61326:2002)

P-2 Exigences particuliéres — Configuratiopns dgssaiy(conditions de fonctionjement
et critéeres d’aptitude a la fonction dg i sure et

distribution basse fension

ement
ement
02)1

ement

tion paur les dispositifs de surveillance d’isplation
pour les équipements de localisatjon de

ement

fonction pour les dispositifs en exploitation avec des

ils de

(IVD)

écuter

ction en relation avec la sécurité (sécurité fonctionnelle) — Appli¢ations
ielles générales (le contenu du Tableau 2 de la CEI 61326:20[02 est

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e rec

onduite;

* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

¢ am

endée.

Le contenu du corrigendum de novembre 2007 a été pris en considération dans cet

exemp

laire.

1T A publier.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/457/FDIS 65A/465/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61326-2-2 consists of the following parts, under the general title Eleciric
measuyement, control and laboratory use — EMC requirements

Part 1: General requirements — (Annexes A and B of IEC 61
the main body of IEC 61326-1)

Part 2{1: Sensitive test and measurement equipment for ¢
(Annex D of IEC 61326:2002)

Part 242: Portable test, measuring and monitoring in low-
distribution systems (Annex E of IEC 61

Part 243: Transducers with integrated or remote{ sigha iti (includes Anng
IEC 61326:2002)1

Part 24 Insulation monitoring d

Part 24{5: Test configurations, opefational canditio
devices with interfaces acco

r%to

Part 246:

Part 3{1: ipment performing or intended to perform

The cd i he’contents of this publication will remain unchangg
the mai 2 e indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec
the dat RE ific publication. At this date, the publication will be

*  rec

o wit

* replaced py a reviSed edition, or

. ampnded.

s and performance criteria fq
ication profile Family 3 Pro

ent for

hted in

ications

oltage
x F of

ent for

r field
ile 3/2

safety
cations
orated

d until
.ch" in

The contents of the corrigendum of November 2007 have been included in this copy.

1 To be published.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres — Configurations d’essai,

conditions de fonctionnement et critéres d’aptitude a la fonction
des matériels portatifs d’essai, de mesure et de surveillance

utilisés dans des systémes de distribution basse tension

1 Domaine d’application

En complément au domaine d’application de la norme internationalé&
de la ICElI 61326 donne des spécifications plus détaillées des
conditipns fonctionnelles et des critéres d’aptitude a la fonctio

— utillsés dans des systémes basse tension
protection et

— alimentés par batterie et/ou par le circuit mesuré/ et

— portatifs

Exemples de matériels (non exhaqstifs):
d’isolation, testeurs de continuité de
courant résiduel de dispositifs (testeu
définis| dans la CEI 61557.

steurs
urs de
omme

NOTE |es exigences partic -9 sont
donnéeqd dans la CEli 61326-4.

Le fabficant spécifie I'e ications
du niveau d’ess i

2 Référence

Les dpcumenqts d aT¢ i indi icati résent
docum & s datées, seule I'édition citée sappllque Pour les références
non ddté jtion du document de référence s'applique (y compris les événtuels

amendements)-

CEIl 60050~161:1990

, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — ChapitrT 161:

Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-6, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai et de
mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

CEIl 61326-1:2005, Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire —
Prescriptions relatives a la CEM — Partie 1: Exigences générales

CEIl 61557 (toutes les parties), Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse
tension de 1000 V c.a. et 1500 V c.c. — Dispositifs de contréle, de mesure ou de surveillance
de mesures de protection
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-2: Particular requirements — Test configurations, operational
conditions and performance criteria for portable test, measuring and

monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

1 Sd

In add

configuyrations, operational conditions and performance criteria fg

—  USE

dis
- pov
—  pof

Examp
insulat
“residu
IEC 61

NOTE
IEC 613

The mianufacturer spdoifies\the enwiron

and/or

2 N

The fo
For da
of the

IEC 60
magne

ope

tion to the scope of IEC 61326-1, this part of IEC 61326 sp

d for testing, measuring or monitoring of prot
ribution systems, and;

vered by battery and/or from the circuit measur
table.

g are indispensable for the application of this doc

adition cited applies. For undated references, the latest
ef uding any amendments) applies.
050-46 11 aternational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 161: B
tic compatibilit

IEC 61

000<4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measu

techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

Hed test

oltage

3 e detectors, multimeters,
on testers, earth continuity testers s, loop impedance testers,

al-current-device-testers” (RCD- phase_sequence testers as defiped in
557.
Particular EMC requirements for equi W JE piven in
D6-2-4

14

b used

Lment.
edition

lectro-

rement

IEC 61326-1:2005, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 1: General requirements

IEC 61557 (all parts): Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
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3 Termes et définitions

Pour l'objet de cette partie de la CEI 61326, les termes et définitions donnés dans les
CEIl 61326-1 et CEI 60050(161) s’appliquent.

4 Généralités

La CEI 61326-1 est applicable.

5 Plan d’essais CEM

5.1 Généralités

La CEIl 61326-1 est applicable.

5.2 [Configuration de ’EST pendant I’essai

La CEI 61326-1 est applicable a I’exception de ce qui 8

Additiqn:

5.2.4.101 Accés entrée/sortie pour‘essai res
Les acfcés d’essai et de mesure doivent étre con aux cordons d’essai recommanfés ou
fournis| par 'EST. Lorsque les cord d’egsaj 2s spécifiés, on utilisera les cprdons
d’essal typiques. f i doivent & connectés et arrangés dans une
configdration typique de ennement, selon la figure 1.
nt que
stance

Si les |cordons d’essa
chacun soit e

(horizgntale) de N’ de
Les cordons d’es
sur le {ablea

rontale
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For the purposes of this part of IEC 61326, the terms and definitions given in IEC 61326-1

and IEC 60050(161) apply.

4 General

IEC 61

326-1 applies.

5 ENIC test plan

5.1
IEC 61

5.2

IEC 61

General

326-1 applies.

Additign:

5.2.4.1

Test a

leads
accord

If the
up so

The te

ing to Figure 1.

st leads reco
hat the t@

5t leads sh k

Configuration of EUT during testing

326-1 applies, except as follows:

01 Test and measurement I/Q_pokts

d measurement ports shall b
with thie EUT. Where the test leads are
hall be connected 4

al test leads shall be used. T
conhfiguration for each operation

est leads recommended or sdipplied

he test
mode,

undled
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Vue de face
AE 4= EST | [—— | oObjetde |

'essai

61326-2-2 © CEI:2005

<

e du dessus

IEC 2524

Le matéri bbjet a
I'essai i AQecté swivant la figure 1 par deux pinces EM comme décrit dans la
CEI 61 i

Les mgsures_de<tensign doivent étre faites avec une résistance de 1 000 Q = 100 Q (opjet de
I’essai) conngctéean’série a un des cordons d’essai comme montré en figure 2. Les mesures

du codrrant doivent étre faites avec une résistance de 100 Q + 10 Q (objet de [essai)
connei@arpy@@mmﬁnnﬁesmmrﬁgwa—’ : i : i 5

Pour d’autres mesures I'objet de I’essai doit étre spécifié par le fabricant et documenté dans

le rapport d’essai.
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Front view

— 13—

------ EUT

T
object | __

Auxilia
be con
Figure

Voltag
in seri
made

B measu
Bs with one™o

shown

IEC 2528/05

ired for generating or monitoring the test object signgl shall

D0-4-6,

ements shall be made with a 1 000 Q £100 Q resistor (test object) conpected

the test leads as shown in Figure 2. Current measurements shall be
vithya 100 Q £10 Q resistor (test object) connected in parallel with the test lepds as

T Figure 3-

For other measurements, the test object shall be specified by the manufacturer and
documented in the test report.
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a8 Réseau de découplage (si nécessaire)

b Par e

kemple, source de tension

Figure 2 — Exemple de détails de connexion pour les mesu detension

Objet d’essai
pour 'EST

a8 Rése
b pare

IEC 2530/

ion pour les mesures de courant

5.3 EST pendant I'essai

La CE

Additig

5.3.10 fonictionnelles

Le maltériel/d’'essai”et de mesure doit étre réglé dans les gammes ou combinaisq

ns de

gammes\Jles plus sensibles ou les combinaisons de gammes a moins que d’autres gammes
soient connues pour donner les pires résultats d’immunité dans une application normale.

Chaqu

5.4

e fonction du matériel multifonction doit étre essayée séparément.

Spécification des critéres d’aptitude a la fonction

La CEIl 61326-1 est applicable.

5.5

Descriptions des essais

La CEI 61326-1 est applicable.
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Test object

i for the EUT i
EUT oim | EM-clamps) | | pN? [ | AEP
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@ Decoupling network (if necessary).

b For €|

ample, voltage source.

Figure 2 — Example of connection details for voltage measturement

Test object
for the EUT

EUT AP
IEC 2530/9
a8  Decgupling network (if necessary).
b For gxample, current source
Figure 3 - Exa ails for current measurements

5.3 Dperatio
IEC 61[326-1 applies
Additidn:
5.3.10
Testapd m ntedquipment shall be set to the most sensitive ranges or combing
ranges gnges are known to provide worst-case immunity results within
application, Each fowncCtion of multifunctional equipment shall be tested separately.

tion of
nhormal

5.4 Specification of performance criteria

IEC 61

326-1 applies.

5.5 Test description

IEC 61

326-1 applies.
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